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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11075-08-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung (BAM)
Abteilung 8 - Zerstérungsfreie Priifung
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

an den Standorten:

Unter den Eichen 87, 12205 Berlin
Richard-Willstatter-StraBe 11, 12489 Berlin

Das Priflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitdtsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

Prifungen in den Bereichen:
zerstorungsfreie Priifungen an metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen

Standorte:
Unter den Eichen 87: UE; Richard-Willstatter-StraRe 11: AH

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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Innerhalb der mit ** gekennzeichneten Priifbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS GmbH bedarf, die Modifizierung sowie Weiter-
und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet. Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft.

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Priifbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS GmbH bedarf, die Anwendung der hier aufge-
fiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabe-
stinden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt Giber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich.

1 Zerstorungsfreie Priifungen an metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen (UE)

1.1 Radiologische Priifverfahren **

Priifart MessgroRe Charakteristische
Verfahren

Charakterisierung von Rontgenfilm: Granularitat, visuelle StAA 8.3/7

Rontgenfilm- und Speicher- | diffuse optische Dichte; StAA 8.3/18

foliensystemen sowie Digitale Detektoren: Signal/Rausch- StAA 8.3/20

digitalen Detektor-Arrays Verhaltnis, Empfindlichkeit, Basis- DIN EN 14784-1

Ortsauflosung

Messung der Brennfleck- Durchmesser, StAA 8.3/17

groRRen von Industrie- Abmessung

Rontgenrdhren und

Gammastrahlenquellen

Messung der optischen Optische Dichte StAA 8.3/15

Dichte flr die technische

Radiografie
ISO 15708-3 Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomo-
2017-02 graphy - Part 3: Operation and interpretation
ISO 15708-4 Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomo-
2017-02 graphy - Part 4: Qualification
DIN EN 1SO 17636-1 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Durchstrah-
2013-05 lungsprifung - Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit

Filmen

DIN EN 1SO 17636-2 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Durchstrah-
2013-05 lungsprifung - Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit

digitalen Detektoren
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DIN EN 1SO 5579
2014-04

DIN EN 12679
2018-12

DIN EN 12681-1
2018-02

DIN EN 12681-2
2018-02

DIN EN 13068-3
2001-12

DIN EN 1SO 14096-1
2020-10

DIN EN 1SO 14096-2
2020-10

DIN EN 14784-1
2005-11

SO 16371-1
2011-10

DIN EN I1SO 16371-2
2019-04

DIN 25435-7
2014-01
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Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungspriifung von metallischen
Werkstoffen mit Film und Rontgen- oder Gammastrahlen - Grund-
lagen

(hier: Abschnitt 6)

Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungspriifung - Bestimmung der
StrahlergréBen von industriell genutzten Radio-Nukliden

GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Filmtechniken

GieBereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Techniken mit
digitalen Detektoren

Zerstorungsfreie Prifung - Radioskopische Prifung - Teil 3: Allgemeine
Grundlagen fir die Prifung von metallischen Werkstoffen mit Réntgen-
und Gammastrahlen

(hier: Abschnitt 6)

Zerstorungsfreie Prifung - Qualifizierung von Rontgenfilm-Digitalisie-
rungssystemen - Teil 1: Definition, quantitative Messung von Bild-
qualitdtsparametern, Standard-Referenzfilm und Qualitatssicherung

Zerstorungsfreie Prifung - Qualifizierung von Rontgenfilm-Digitalisie-
rungssystemen - Teil 2: Mindestanforderungen

Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie mit
Phosphor-Speicherfolien - Teil 1: Klassifizierung der Systeme

Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie mit
Phosphor-Speicherfolien - Teil 1: Klassifizierung der Systeme

Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie mit
Phosphor-Speicherfolien - Teil 2: Grundlagen fir die Prifung von
metallischen Werkstoffen mit Rontgen- und Gammastrahlen

(hier: nur Abschnitt 8-9 und Anhéinge A, B und C)

Wiederkehrende Prifungen an Komponenten des Primarkreises von
Leichtwasserreaktoren - Teil 7: Durchstrahlungspriifung
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StAA 8.3/7 Priifung von industriellen ZfP-Filmen fir die Durchstrahlungspriifung
2021-11 auf der Basis der DIN EN I1SO 11699-1:2012; DIN EN 1SO 11699-2:2012

und ASTM E 1815:2008
StAA 8.3/15 Messung der optischen Dichte von Schwarzungstreppen
2021-04
StAA 8.3/17 Brennfleckcharakterisierung von Industrie-Réntgenanlagen fir die
2017-11 zerstorungsfreie Priifung auf der Basis von DIN EN 12543, Teil 1 bis 5
StAA 8.3/18 Prifung und Klassifizierung von Speicherfolien-Systemen in der
2019-03 zerstorungsfreien Priifung nach den Normen EN 14784-1:2005,

ISO 16371-1:2011, ASTM E 2445-14 und E 2446-16
StAA 8.3/20 Prifung und Charakterisierung von DDA-Systemen (digitale Matrix-
2017-11 Detektoren) nach den Normen ASTM E 2597M-14 und 1SO 17636-2

1.2 Manuelle und mechanisierte Ultraschallpriifung an Komponenten aus Metall und Kunststoff
des Anlagen- und Maschinenbaus und der Verkehrstechnik **

Priifart MessgroRe Charakteristische
Verfahren
Manuelle und mechanisierte Schallweg DIN EN ISO 17640
Ultraschallprifung DIN EN 10228-4
DIN EN 1SO 22825 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Ultraschall-
2018-02 prifung - Prifung von Schweillverbindungen in austenitischen

Stahlen und Nickellegierungen

DIN EN 1SO 17640 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Ultraschall-
2019-02 prifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung
(hier: Abschnitte 8-11 und Anhang A)

DIN EN 10228-3 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3:

2016-10 Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

DIN EN 10228-4 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4:

2016-10 Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und

austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

KTA 3401.3 Reaktorsicherheitsbehalter aus Stahl - Teil 3: Herstellung
1986-11 (hier: Abschnitt 6 und 9.3)

verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
KTA Kerntechnischer Ausschuss
StAA Standardarbeitsanweisung der Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung,

Abteilung 8 - Zerstorungsfreie Prifung
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